













～  低ノイズ・ぶれなし高分解能像、  
      EPMA による薄膜試料の膜厚測定・定量分析  ～  
 
鹿住健司  




互に関係しない。一つは低ノイズで、ぶれのない高分解能の TEM・ STEM 像
を得る試みである。もう一つは電子プローブ微小分析 によって、基板から
も X 線が発生するような、膜厚が数十～数百 nm の薄膜試料の膜厚測定・
定量分析を行う試みである。  
 





①  ぶ れ が 気 に な ら な い 程 度 の 短 い 露 光 時 間 ・ ス キ ャ ン 時 間 で 連 続 撮 影
する。  
②  連 続 撮 影 し た 複 数 枚 の 像 （ ド リ フ ト に よ り 少 し ず つ ず れ て い る ） を
位置合わせしてから重ね合わせる。  
この②の作業を ImageJ というフリーソフト に StackReg [ 1 ]と TurboReg [ 1 ]
（ StackReg の動作に必要）というプラグインを導入 すると行える。（ ImageJ、
StackReg、 TurboReg はインターネットから容易にダウンロードできる。）
作業手順は以下の通りである。  
1)  ImageJ を起動  
2)  重ね合わせるファイルを複数選択し ImageJ にドラッグ＆ドロップ  
3)  「 Image」→「 Stacks」→「 Convert Images to Stack」  
4)  必要なら「 Image」→「 Type」で適切なタイプを選択  
5)  「 Plugins」→「 StackReg」  Transformation は Translation を選択  
6)  「 Image」→「 Stacks」→「 Z Project」  Average Intensity を選択  
① につ いて は手 動（撮 影ボ タン を連 打する ）で やれ ない ことも ない が 、
できれば自動化したい。私は Gatan 社の DigitalMicrograph で TEM・ STEM




きにも有効であるし、（ SEM・ TEM） -（ EDX・ WDX）においてドリフト補正機
能がうまく作動しない 、あるいはそもそも補正機能が付いていないソフト




るが、同様に電子プローブ微小分析 によっても行える。蛍光 X 線分析と比
べ微小領域についての 膜 厚 測 定 ・ 定 量 分析 が 行 え る の が メ リッ ト と な る 。 
電子プローブ微小分析で膜厚測定・定量分析 を行う場合、種々の方法が
あるが、本発表では PAP 法という計算手法を用い ることができる GMRFilm
というフリーソフトを使用し た例を報告する。  
  GMRFilm のダウンロード  
http://www.geology.wisc.edu/~johnf/g777/777Software.html 
  GMRFilm の使い方  
http://www.geology.wisc.edu/~johnf/g777/Ex-ThinFilm.pdf 
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